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Kurzfassung 
 
Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung eines neuen, modularen Steue-
rungskonzepts für die Integration und Steuerung von Messtechnik in der Halb-
leiterfertigung. Der wesentliche Anwendungsbereich ist der Ein- oder der Anbau 
von Sensoren oder Messköpfen in Produktionsanlagen oder Handhabungsgeräten 
mit dem Ziel, Messungen während oder kurz nach einem Prozessschritt durchfüh-
ren zu können. Eine solche zeitnahe Charakterisierung von Produkt- oder Schei-
benparametern ist die Basis für weiterführende Methoden zur automatisierten Pro-
zesskontrolle. 

Viele Integrationsansätze haben die instrumentelle Integration, also den physischen 
Einbau eines Sensors oder Messkopfs im Fokus. Die ebenso notwendige Software 
zur Bedienung und Steuerung des Messinstruments auch im komplexen Verbund 
einer Produktionsanlage spielt häufig eine untergeordnete Rolle – mit bekannt 
nachteiligen Auswirkungen auf die zeitgerechte Fertigstellung einer Integration 
und deren korrekten und vollständigen Funktionsweise, Erweiterbarkeit, Wartbar-
keit etc. 
Im Zentrum dieser Arbeit steht deshalb ein breit anwendbares Steuerungskonzept 
zur Realisierung von Steuerungssoftware, das flexibel an verschiedene Integrati-
onsszenarien angepasst werden kann. Um ein solches Steuerungskonzept möglichst 
vollständig entwerfen zu können, werden existierende Lösungsansätze für die In-
tegration von Messtechnik diskutiert und systematisiert. Diese Systematisierung 
dient als Basis für den ersten Schwerpunkt der Arbeit: den Entwurf der neuen, mo-
dularen Softwarearchitektur für die Integration von Messtechnik. Wesentliche 
Merkmale dieser Architektur sind ihr umfassender Ansatz, ihr modularer Aufbau 
und ihre Flexibilität.  
Im zweiten Schwerpunkt der Arbeit wurde das Steuerungskonzept für die Anwen-
dung an einem Messsystem in einer Mehrkammerprozessanlage umgesetzt und die 
Steuerungssoftware „EasyControl M“ programmiert. Basierend auf den Erfahrun-
gen mit der realisierten Steuersoftware wird das erarbeitete Steuerungskonzept dis-
kutiert, insbesondere im Hinblick auf den geleisteten Implementierungsaufwand, 
die durchgeführten Tests mit der Steuerungssoftware und das weitere Nutzungspo-
tential. 
Hervorzuheben ist der im Steuerungskonzept vorgesehene und in der Steuerungs-
software umgesetzte Simulationsmodus, der die schrittweise Implementierung und 
den Test einzelner Softwarekomponenten erlaubt und die Nutzung der Steuerungs-
software zu Demonstrations- oder Schulungszwecken ermöglicht, ohne dass das zu 
steuernde Gerät vorhanden sein muss. 



 

 

  



      

 

Abstract 
 
This work describes the development of a novel modular control concept for the 
integration and control of metrology in semiconductor manufacturing. The main 
scope is the integration or extension of sensors or measuring heads in manufactur-
ing equipment or handling equipment with the objective to carry out measurements 
during or immediately after a process step. Such a timely characterization of prod-
uct parameters or wafer parameters is the basis for the subsequent application of 
methods for automated process control.  
Many integration approaches have the instrumental integration in focus, which is 
the physical installation of a sensor or measuring head. Yet, the likewise essential 
software to operate and control metrology in the complex environment of a pro-
duction equipment often plays a minor role in those considerations – with known 
adverse effects on the timely completion of integration solutions and their correct 
and thorough functionality, extensibility, maintainability etc.  
Therefore, the core of this work is a widely applicable control concept for the real-
ization of control software, which can be flexibly adapted to various integration 
scenarios. In order to design such a control concept as complete as possible, exist-
ing approaches for the integration of metrology are discussed and systematized. 
This systematization serves as the basis for the first focus of the work: the design 
of the new, modular software architecture for the integration of metrology. Key 
characteristics of this architecture are its comprehensive approach, its modular de-
sign and its flexibility.  
The second focus of the work was to realize the control concept for the application 
of a measuring system in a cluster tool and to code the control software "EasyCon-
trol M". Based on the findings and experiences with the realized control software, 
the control concept itself will be discussed, especially in view of the implementa-
tion effort, the testing carried out and further potential applications.  

In addition, the simulation mode should be noted, which was included in the con-
trol concept and actually implemented in the control software: this approach allows 
for the gradual implementation and testing of individual software components and 
enables the use of the control software for demonstration or training purposes 
without the controlled equipment actually being present.  
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